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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17521-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 19.03.2025
Ausstellungsdatum: 19.03.2025

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

MUHLE Messzeuge GmbH
Krautdcker 3, 97892 Kreuzwertheim

mit dem Standort

MUHLE Messzeuge GmbH
Krautacker 3, 97892 Kreuzwertheim

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdricklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und Uberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite1von 7




Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17521-01-00

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle MessgrofRen
Ldnge

Langenmessmittel
Durchmesser
Lingenmessgerite
Ebenheit ?
Geradheit ?

Koordinatenmesstechnik

Koordinatenmessgerite ®

3 auch als Vor-Ort-Kalibrierung
b nur als Vor-Ort-Kalibrierung
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Fiir die mit * gekennzeichneten MessgroBen/Kalibriergegenstande ist dem Kalibrierlaboratorium,
ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgefiihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

Giiltig ab: 19.03.2025
Ausstellungsdatum: 19.03.2025

Seite 2von 7




Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17521-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und
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Messmoglichkeiten (CMC)

Messgrole / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Linge
Messuhren bis 30 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 2 um
mit Skalenanzeige * Blatt 11.1:2021
Messuhren bis 30 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 2 um
mit Ziffernanzeige * Blatt 11.4:2020
Feinzeiger * bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,8 um
Blatt 11.2:2002
Fiihlhebelmessgerate * bis 1,6 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1um
Blatt 11.3:2002
Innenmessgerate mit bis 3 mm | Endwert des 1,5 um
2-Punkt-Beriihrung * Messbereichs:
<800 mm
VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt 13.2:2005
Messschieber fiir Aufen-, 0mm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 15um+15-10%-/ | [=gemessene Lange
Innen- und TiefenmaRBe * Blatt 9.1:2006
Tiefenmessschieber * Omm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 20 um+20-10%-/
Blatt 9.2:2006
Héhenmessschieber * Omm bis 500 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 20 um+20-10%-/
Blatt 9.3:2006
Bugelmessschrauben * Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2um+10-10%-/
Blatt 10.1:2001
Feinzeigermess- Omm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10%./
schrauben * Blatt 10.3:2002
Innenmessschrauben und 11mm bis 175 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2 um d = gemessener
Innenmessgerate mit 3- Blatt 10.8:2024 Durchmesser
Linien-Beriihrung *
Induktive Messtaster * bis 10 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,5 um
Blatt 14.1:2010
Inkrementale Messtaster 0mm bis 30 mm | MW 100050.13:2019-07 | 0,4 um+ 12 - 10®-/ | Mit GlasmaRstab, mit
kapazitivem MafRstab,
mit magnetischem
MaRstab
Beriihrungslose bis 1000 mm | MW 100050.11:2021-02 0,3 um Anwendungsbereich
Abstandssensoren
Lehrdorne VDI/VDE/DGQ 2618 d =gemessener
Durchmesser * 1mm bis 250 mm | Blatt 4.1:2006 0,5um+5-10%-d | Durchmesser
Einstellringe R
Durchmesser * 11mm bis 250 mm 0,5um+5-10%-d
Priifstifte VDI/VDE/DGQ 2618 d =gemessener
Durchmesser * Blatt 4.2:2007, Durchmesser
0,1 mm bis 20 mm | Option 1 0,5um+5:105-4
vertikale Omm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,5um+1,7-10%-/ | /= gemessene Linge
Langenmessgerate, Blatt 16.1:2009

Héhenmessgerate *

Giiltig ab:

19.03.2025

Ausstellungsdatum: 19.03.2025
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17521-01-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und
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Messmoglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Horizontale Ebenheits- MW 100050.5:2021-06 [/ = Kantenlange der
verkdrperung bis 5 m Kantenldnge Ebenheitsverkdrperung
Ebenheitsabweichung bis 30 um 1pm+0,5-10°-7 |z B. Priifplatten
nach DIN 876:1984
Horizontale Geradheits- MW 100050.5:2021-06 /= Kantenldnge der
verkérperung bis 5 m Kantenldnge Geradheitsverkdrperung
Geradheitsabweichung bis 30 um 1um+0,5-10%-7 |7 B.Lineale aus
Hartgestein
nach DIN 876:1984
Horizontale 0Omm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,1 um + 0,075 - 10 - /| Mit Laserinterferometer
Langenmessgerate * Blatt 17.1:2014
Langeneinstellgerdte * Omm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 (0,08 um + 0,57 - 10°¢ - /| Mit Laserinterferometer
Blatt 17.2:2022
Optische Mikrometer bis 60 mm | MW 100050.7:2017-12
Langenmess-
abweichung £ 0,24 um+6-10%-/
Wiederholprazision R 0,21 um
Giiltig ab: 19.03.2025

Ausstellungsdatum: 19.03.2025

Seite 4von 7




(( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17521-01-00 Akkreditierungsstelle
Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)
MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit
Lange
Horizontale Ebenheits- MW 100050.5:2021-06 [ = Kantenldnge der
verkorperung bis 5 m Kantenldnge Ebenheitsverkérperung
Ebenheitsabweichung bis 30 um 1um+0,5-10%-1 |z B. Priifplatten
nach DIN 876:1984
Horizontale Geradheits- MW 100050.5:2021-06 I = Kantenlange der
verkdrperung bis 5 m Kantenldnge Geradheitsverkérperung
Geradheitsabweichung bis 30 um 1um+0,5-10%-/ |z B. Lineale aus
Hartgestein
nach DIN 876:1984
vertikale bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt | 1,5 ym +1,7- 106/ |/ =gemessene Linge
Langenmessgeréte, 16.1:2009

Hohenmessgerate *

Horizontale Omm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,1 um + 0,075 + 10 - /| Mit Laserinterferometer
Langenmessgerate * Blatt 17.1:2014
Langeneinstellgerate * Omm bis 5000 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 (0,08 um + 0,57 - 10°® - /| Mit Laserinterferometer
Blatt 17.2:2022
Optische Mikrometer bis 60 mm | MW 100050.7:2017-12
Langenmess
abweichung £ 0,24 ym+6-10%./
Wiederholprdzision R 0,21 um
Giiltig ab: 19.03.2025

Ausstellungsdatum: 19.03.2025 Seite 5von 7
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Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messgrole / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit

Koordinatenmesstechnik Gerate mit einer Kalibrierung der mess- Mit Chrommasken

Koordinatenmessgerite Messebene mit einer technischen 200 mm x 100 mm

KMG mit Bildverarbei- Flachendiagonalen Eigenschaften nach

<224 mm Richtlinie DKD-R 4-3
Blatt 18.1:2018 sowie
den unten genannten
Normen und Richtlinien
DIN EN ISO 10360

VDI/VDE 2617

tungssystemen,
Profilprojektoren

Bestimmung der Antast-
abweichungen MaR

Psx , Psy entlang der 0,1 um
Achsen

sowie Psypund Psyzp in 0,7 um
der Messebene gemaR
VDI/VDE 2617 Blatt
6.1:2021

Bestimmung der
Antastabweichungen
Form Pezp und Peyap 1,1 um
gemal VDI/VDE 2617
Blatt 6.1:2021

Bestimmung der [ = gemessene Lange
Langenmessabweichung
en gemal DIN EN I1SO
10360-7:2011

entlang der
Gerateachsen in X- und
Y-Richtung

Eux, Euy 0,18 um +0,31-10% -/

und innerhalb der
Messebene
Euxy , Euxy

0,18 ym +0,31- 10 - /

Giiltig ab: 19.03.2025
Ausstellungsdatum: 19.03.2025 Seite 6 von 7
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17521-01-00 Akkreditierungsstelle

Verwendete Abkiirzungen:

cMC
DGQ
DIN
DKD
EN
IEC

ISO
MW

VDE
VDI

Gliltig ab:

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)
Deutsche Gesellschaft fiir Qualitat e.V.

Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Deutscher Kalibrierdienst

Europdische Norm

International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische
Kommission

International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir
Normung

Hausverfahren der MUHLE Messzeuge GmbH

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.

Verein Deutscher Ingenieure e.V.

19.03.2025

Ausstellungsdatum: 19.03.2025 Seite 7von 7




